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Outline
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* Messaufbau

 Vergleich verschiedener HF-Spitzen

* Probleme tliber 50 GHz (de-embedding ?)

* Neues Kalibrierverfahren LRM+ / on wafer Kalibrierung

Folien sind als Diskussionsgrundlage gedacht
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110GHz Messsystem 8510XF

« S-Parameter Messungen von
45MHz bis 110 GHz

—= « DC - Messungen sind moglich
~ (begrenzt durch internes BiasT 100pA -500mA)

» Suss Prober
Nachteil: langere Kabel
Vorteil: Z-Antrieb
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Crosstalk verschiedener Spitzen am CS5
GGB ACP Cascade Infinity
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S12 und S21 Darstellung linear in 10-3 Units
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Vergleich

Crosstalk | Vergleich |Kontakt |Preis |Lebensdauer
S0GHz NWA | auf Alu (Euro)

GGB |schlecht |schlecht klein 4650,00 | gut
<50GHz |fmax >10% |(gut)

ACP |schlecht [gut <5% |grof3 5200,00 |schlecht
>50GHz (schlecht)

Infiniy | gut gut <5% |sehr klein [4800,00 | gut

gut
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ft fmax Infinity Spitzen mit und ohne deembeding
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Neue Kalibriertechnik LRM+

« SOLT: OPEN, LOAD, SHORT und THRU Standard miissen bekannt sein

* LRM: Zwei identische LOAD Standards 50 Ohm sowie bekannter THRU
und ein nicht genau bestimmter Reflexionsstandard (S11=S22)
Cascade Software WinCal

 LRM+: Zwei bekannte LOAD Standards nahe 50 Ohm sowie bekannter
THRU und ein nicht genau bestimmter Reflexionsstandard (S11=S22)
Suss Software SussCal
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Test mit unkalibrierte Load Struktur auf CS5

Load in Spice mit Widerstand und verlustloser Delayline beschreiben
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Nachmessung unkalibrierter und kalibrierter Load
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Vergleich SOLT - LRM+
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Strukturen fir On-Wafer Kalibrierung

_____________________________________________
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